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Apresentacao: Casamento de componentes integrados.

Resumo:

Pretende-se abordar a questdao sobre as tolerancias relativas ao valor de
componentes integrados (absoluto/relativo) e a representacdo matematica desses
fen6menos estatisticos. Serdo discutidas as causas e serdo mostradas algumas técnicas de
leiaute para melhorar o casamento entre 0s componentes.

Pretende-se mostrar um pouco sobre o simulador SPICE/ELDO (historico,
sintaxe) apresentar brevemente modelos de transistor MOS para simulacao (Bsim3),
explicar simulacdo pior caso e Monte Carlo. Gostaria tambem de mostrar como as
simulacbes MC sdo usadas para a modelagem de mismatch nas tecnologias reais, em
particular na ST que eu conheco.



